
第十九届全国核电子学与核探测技术学术年会（NED’2018）
Contribution ID: 103 Type: Oral

针对 CMOS像素传感器的 TCAD模拟及相关测试
Tuesday, 16 October 2018 20:15 (15 minutes)

Presenter: 李,龙 (山东大学)

Session Classification: 第一分会场（5）


